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顕微鏡カメラシステム

【用途】
実装ウエハーのパターン検査/ウエハー内部のボイド検査

◎ 冷却フィン搭載の高感度小型カメラ
◎ PCセットですぐに画像保存、動画記録可能
◎ コントラスト強調機能
◎ ノイズリダクション機能

顕微鏡用カラーカメラセット　FR-400C

◎ 高感度230万画素30フレーム／秒リアルタイム表示
◎ 簡単計測ソフト付き、PC付属
◎ 高速タイリング機能(オプション)
◎ 金属顕微鏡と実体顕微鏡での２カメラを
　 1台のPCで制御可能(オプション）

実体顕微鏡用カラーカメラ　FR-400Z

低価格で近赤外域の検査が可能カメラセット
～1100nmまでの波長が受光可能です。

簡単・低価格　高精細に観察・保存・マニュアル計測が可能な
顕微鏡用カメラセットです。

実体顕微鏡用に明るく、色が綺麗で、ライブが速い
カラーカメラセットです。
◎ 高感度230万画素30フレーム／秒
　 リアルタイム表示
◎ ズーム位置自動検出　ズームカプラ搭載
◎ フォーカス焦点合成ソフト付属 
　 (双眼実体対応）
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線の種類に応じて、様々なエッジ検出指定が可能【段差・厚み計測】 【表裏寸法・位置ずれ計測】

【表裏寸法・位置ずれ計測】
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顕微鏡  Z Option

両面顕微鏡システム オートフォーカスユニット・微小線幅計測・近赤外カメラ

両面顕微鏡　AF付き位置ずれ計測システム　TM-200

【用途】
水晶振動子、電子ペーパー、
メッシュフィルター、
プリント基板貫通穴等の両面位置ズレ計測

両面顕微鏡を使った、両面パターンの位置関係、位置ずれ、
微小寸法を計測するシステムです。

両面顕微鏡　計測システム　TM-100 微小線幅測定システム　VP-5LW

◎ 小型化高精度化し、両面の位置ずれを±0.5umで測定
◎ FA自動化へ対応可能なシステム
◎ 両面にAFを搭載し、再現性の高い計測が可能
◎ 下側にIRカメラも搭載可能で、内部の位置ズレも計測可能

NEW

両面顕微鏡　位置ずれ計測システム　TOMOS-50

両面顕微鏡を使った、両面パターンの位置関係、位置ずれ、
微小寸法を計測するシステムです。

NEW

高感度近赤外カメラ　FS-1200BIRNEW

高速オートフォーカスユニット
Mimic-AF300（3M版）/ Mimic-AF500（5M版）NEW

【用途】
水晶振動子、フィルム、
プリント基板等の厚み、段差、寸法、位置ずれ計測

両面顕微鏡を使った、両面パターンの位置ずれ、微小寸法測定の他に
高さ、段差、更に厚みまで、これ１台で測定可能な画期的システムです。
◎ 射影パターン照明により、材料や電子部品の段差、厚みを非接触で
　 個人誤差が少なく、簡単に測定できます。
◎ 1台の顕微鏡で表面、裏面を同時に観察・計測できます。
◎ 自動で両面カメラの光軸、倍率を補正し、高精度に測定可能。

【用途】
水晶振動子、MEMS、半導体、インクジェットノズル穴、
メッシュフィルター等の両面寸法、位置ズレ計測

◎ 小型化高精度化し、両面の位置ずれを±1umで測定
◎ 上下の光軸ずれ、レンズ倍率のばらつき、カメラの角度を画像補正
◎ FA自動化へ対応可能なシステム、オプションでAFを追加可能

【用途】
顕微鏡用AF、液晶検査用レビュー機、レーザーリペア、タイムラプス等の装置組み込み

カメラ画像を使った、コントラスト方式のオートフォーカスユニットです。
独自のアルゴリズム処理により、高速・高精度にフォーカスを合わせます。
◎ 顕微鏡を改造する事なく、様々な顕微鏡に後付け可能
◎ 従来弊社製品の約２倍高速にフォーカスを合わせます
◎ 照明条件を選びません

【用途】
液晶カラーフィルタ、レジスト、半導体ウエハ、ガラスマスク
TAB、電子部品等の微小線幅測定

AF画像処理ユニットと320万画素高精細モノクロカメラを組み合わせた
簡単操作、低価格の微小線幅測定システムです。
◎ お手持ちの顕微鏡に後付け可能
◎ 傾いている線も、検出した線に対して垂直に測定が可能
◎ 高精度AF標準搭載で、個人差による測定誤差を防ぎます

【用途】
実装ウエハーのパターン検査/ウエハー内部のボイド検査

近赤外域の感度が従来NIRカメラの約４倍で、
～1200nmまでの波長が受光可能なカメラです。
◎ ウエハー内部検査に最適！
◎ Cマウント、ハイビジョン画質
◎ 30fps表示でなめらかな画像


